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KARTA PRZEDMIOTU
Kod przedmiotu studia stacjonarne: M#2-S1-AiR-305
P studia niestacjonarne: M#2-N1-AiR-504
Nazwa przedmiotu Metrologia techniczna

Nazwa przedmiotu w jezyku angielskim | Technical Metrology

Obowigzuje od roku akademickiego 2025/2026

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIOW

Kierunek studiow AUTOMATYKA | ROBOTYKA
Poziom ksztatcenia | stopien

Profil studiow Ogodlnoakademicki

Forma i tryb prowadzenia studiéw | Studia stacjonarne i niestacjonarne
Zakres Wszystkie

Katedra Metrologii i Niekonwencjonalnych Metod

Jednostka prowadzgca przedmiot Wytwarzania

Koordynator przedmiotu dr hab. inz. Krzysztof Stepien, prof. PSk

dr hab. Jakub Takosoglu, prof. PSk, Dziekan Wydziatu

Zatwierdzit Mechatroniki i Budowy Maszyn

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

Przynaleznos$¢ do grupy/bloku przedmiotow Przedmiot kierunkowy

Status przedmiotu Obowigzkowy
Jezyk prowadzenia zaje¢ Polski
Usytuowanie w planie | studia stacjonarne 3

studiéw - semestr . .
studia niestacjonarne |5

Wymagania wstepne

Egzamin (TAK/NIE) Nie
Liczba punktéw ECTS 2
Forma prowadzenia zajeé wyktad éwiczenia | laboratorium | projekt inne
studia 15 15

Liczba godzin | stacjonarne:

w semestrze studia

. . 9 9
nlestaCjonarne:
. Politechnika Swietokrzyska Projekt , Dostosowanie ksztaicenia w Politechnice ] Wydziat Mechatroniki
Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdiczesnej gospodarki WMiBM | Budowy Maszyn
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EFEKTY UCZENIA SIE

Odniesienie do

Kategoria Symbol Efekty ksztalcenia efektow
efektu .
kierunkowych
Ma zaawansowang wiedze w zakresie matematyki
obejmujgcg teorie prawdopodobienstwa i statystyki
W01 matematycznej majgcej zastosowanie w rachunku AiR1_WO01
btedéw pomiarowych oraz obliczaniu niepewnosci
pomiarowe;.
Ma zawansowang wiedze w zakresie zasad fizycznych
Wiedza W02 |wykorzystywanych w réznego rodzaju przyrzadach AiR1_W02

pomiarowych oraz metodach pomiarowych.

Ma wiedze w zakresie metrologii oraz techniki
pomiarowej. Zna i rozumie metody pomiaru wielkosci
geometrycznych oraz metody obliczenia bfedow
pomiarowych i niepewnosci pomiarowej. Zna metody oraz
narzedzia informatyczne stuzgce analizy danych
pomiarowych.

W03 AiR1_WO06

Umiejetnosci

Potrafi uzyskiwac¢ informacje z literatury oraz innych
zrédet. Potrafi pracowac¢ indywidualnie oraz w zespole w
uo1 celu wykonania okreslonego zadania pomiarowego oraz AiR1_UO01
potrafi opracowaé raport pomiarowy wraz z analizg
danych pomiarowych.

Potrafi dobra¢ odpowiednie metody pomiarowe oraz
przyrzadu  pomiarowe do  okreslonych  zadan

uo2 . X ] . AiR1_U09
pomiarowych. Potrafi wykona¢ pomiary podstawowych -
wielkosci geometrycznych urzgdzen automatyki.
Jest gotéw do krytycznej oceny posiadanej wiedzy z
Kompetencje zakresu metrologii i techniki pomiarowej wykorzystywanej .
KO1 . : ) . . AiR1_KO01
spoteczne w automatyce i robotyce oraz jest gotéw do pozyskiwania -

nowych informacji zaréwno z literatury, jak i od ekspertow.

TRESCI PROGRAMOWE

Forma g
. . Tresci programowe
zajec
Podstawowe pojecia zwigzane z metrologig techniczng. Teoretyczne podstawy
pomiaru i systemy jednostek miar. Analiza statystyczna danych pomiarowych. Rozktad
wyktad normalny i podstawowe jego wtasnosci. Metody szacowania niepewnosci pomiarowej.

Charakterystyka warsztatowych przyrzgdéw pomiarowych. Zautomatyzowane
systemy pomiaru wielkosci geometrycznych. Wspoétrzednosciowa technika pomiarowa.
Wizyjne systemy pomiarowe. Pomiary nieréwnosci powierzchni.

laboratorium

Budowa i czesci skladowe warsztatowych przyrzgdéw pomiarowych. Wyznaczenie
niepewnosci pomiarowej w pomiarach wielkosci geometrycznych. Pomiary réznicowe
przy wykorzystaniu czujnikéw pomiarowych. Pomiary optyczne. Pomiary wybranych
cech geometrycznych przy uzyciu przyrzadéw pomiarowych z cyfrowym wyjsciem
danych. Ocena dokfadnosci narzedzi pomiarowych. Pomiary cech geometrycznych z
wykorzystaniem wspotrzednosciowej techniki pomiarowe;.

Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice Wydziat Mechatroniki

- Politechnika Swietokrzyska o) o3 " ! )
ﬁ Kielce University of Technology Swietokrzyskief do potrzeb wspdfczesnej gospodarki” WMiBM | Budowy Maszyn

nr FERS.01.05-1P.08-0234/23




Fundusze Europejskie
dla Rozwoju Spotecznego

Rzeczpospolita

- Polska

METODY WERYFIKACJI EFEKTOW UCZENIA SIE

Dofinansowane przez
Unie Europejska

Metody sprawdzania efektow ksztatcenia
Symbol
efektu Egzamin Egzamin Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne
ustny pisemny
W01 X
W02 X
W03 X
uo1 X
uo2 X
KO1 X

FORMA | WARUNKI ZALICZENIA

zaliczeniowego.

F0|:m'a Forma zaliczenia Warunki zaliczenia
zajec

. . Uzyskanie co najmniej 50% punktéw z koncowego kolokwium
wyktad zaliczenie z oceng

laboratorium

zaliczenie z oceng

Pozytywne zaliczenie sprawozdan z zaje¢. Uzyskanie co
najmniej 50% punktéw z kolokwium zaliczeniowego.

NAKLAD PRACY STUDENTA

Bilans punktow ECTS

Obcigzenie studenta Jetc:(';”
Lp. Rodzaj aktywnosci studia studia
stacjonarne niestacjonarne
1 Udziat w zajeciach zgodnie z planem wWic|L|P wWic|L|P|S h
’ studiow 15 15 9
2. | Inne (konsultacje, egzamin) 2 2 2 h
Razem przy bezposrednim udziale
< nauczyciela akademickiego 34 22 W
Liczba punktow ECTS, ktdra student
4. | uzyskuje przy bezposrednim udziale 1,36 0,88 ECTS
nauczyciela akademickiego
Liczba godzin samodzielnej pracy
5. studenta 16 28 h
- ‘ ; Projekt ,,Dostosowanie ksztatcenia w Politechnice .
@ E\Oell‘éicﬂ21tgr§rr\,‘re(l)?'¥ez(:ylwsﬁglogy Swietokrzyskiej do potrzeb wspdiczesnej gospodarki” WMiM Wydziat Mechatroniki
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Liczba punktow ECTS, ktdrg student

uzyskuje w ramach samodzielnej 0,64 1,12 ECTS
pracy
Naktad pracy zwigzany z zajeciami 25 25 h

o charakterze praktycznym

Liczba punktow ECTS, ktdrg student
uzyskujew ramach zajec¢ o 1 1 ECTS
charakterze praktycznym

Sumaryczne obcigzenie praca

studenta 30 30 h
10. PunktyECTSzan'mdu'll ' 2 ECTS
1 punkt ECTS=25 godzin obcigzenia studenta
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